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Технологический процесс создания новых микро- и наноструктур контролируется с помощью современного аналитического оборудования. В настоящее время используются различные методы исследования структуры и состава материалов: сканирующая и просвечивающая электронная микроскопия, рентгеновская дифрактометрия и т.д. Эти методы позволяют контролировать  параметры и характеристики изделия, а результаты анализа используются в корректировке параметров  технологического процесса, а также в формировании системы качества выходного продукта.
В данной работе исследовалась морфологическая структура системы V-O, нанесенная на Ti подложку (фольгу). Такие пленки используются для создания положительного электрода литий-ионного аккумулятора.
 Используемый метод – просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ). Толщина пленки V-O составляла 2,3 мкм. Фазовый состав образца: Ti, V2O5, VO2, V3O7.
Один из первых этапов подготовки образца для ПЭМ  – ионное травление. Оно осуществлялось пучком аргона на аппарате TEM Mill model 1050  [3], на протяжении примерно четырех часов. Ионное травление обеспечило приготовление клинообразного среза с толщиной порядка 100 нм. 
Далее, при помощи ПЭМ [1,2] были получены снимки с увеличениями 800-2500 раз. На рисунке 1 приведена фотография образца при большом увеличении. На ней видно, что образец имеет скопления молекул в сферические и линейные структуры.
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Рисунок 1 – Исследуемый образец 
В результате была исследована морфологическая структура образца системы V-O,  на Ti подложке, и установлена особенность, данной структуры: наличие агломератов округлой и вытянутой формы, что соответствует технологическим требованиям.
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